2.1 Konstrukce a funkce skeneru

Piezoelektrické materialy jsou zpravidla materidly keramické, které méni sviyj tvar
v zavislosti na ptivedeném napéti. Obracen¢ plati, Ze se zménou tlaku se na odpovidajicich
plochach indukuje napéti. Piezoelektrické skenery mohou byt konstruovany pro pohyb
vosach x, y a ztak, Ze vjednom sméru se roztahuji (extenze) a v opacném smrst'uji
(kontrakce).

Piezoelektrické skenery jsou obvykle vyrobeny z PbZrTi (olovnaty zirkonium
titanat) sriznymi piimésemi pro dosazeni specifickych materidlovych vlastnosti.
Technologie vyroby je zaloZena na slinovani (spékani) praSkového materialu, ktery je pied
vlastnim slinutim slisovan. Vysledkem je polykrystalickd pevna latka. Kazdy krystal
v tomto polykrystalickém materidlu ma svij elektricky dipolovy moment. Dipdlové
momenty jsou zdkladem schopnosti skeneru reagovat na pohyb, respektive na ptivedené
nap¢ti.

Po slinuti jsou dipdlové momenty ve skeneru orientovany ndhodné. V tomto
piipadé by skener nemél moznost se pohybovat. ,,Oziveni* takto ptipravené¢ho skeneru se
provadi podlovanim, které nasméruje vSechny dipolové momenty do jednoho sméru.
Béhem polovani je skener zahfat na teplotu vys§i nez 200 °C, aby se uvolnily viechny
dipoly a nésledné je pfivedeno na skener stejnosmérné napéti. Behem hodiny je vétSina
dipolti usmérnéna. V tomto stavu je skener ochlazen. Takto polovany skener reaguje na
vnéjsi napéti nebo na extenzi piipadné kontrakci.

Polarizaci skeneru podporuje jeho Casté pouzivani. Napéti piivedené na skener pfi
rastrovani uvoliuje ,,zbloudilé* dipdly. Pokud skener neni béznym pouzivanim poélovan,
vétsSina dipoll se béhem nékolika tydnti opét ndhodné zorientuje. Depolarizace se urychli,
pokud je skener vystaven teploté vyssi nez 150°C. To znamena, ze pokud chceme
analyzovat vzorky zahtaté nad tuto teplotu, je nutné je tepelné izolovat od skeneru
(Curieho teplota pro PZT materialy je okolo 150 °C.)

Rada SPM uzivé skener v podobé sektorované duté trubi¢ky, jak je zndzornéno na
obr. 2-2.

Obr. 2-2 Trubice skeneru

Elektrody jsou pfipojeny v segmentech na vnéjSich stranach trubice tak, aby byl
mozny pohyb skeneru v ose +x, +y, -x a —y. Pro umoznéni posuvu skeneru v soufadnici z
jsou elektrody pfipojeny na elektricky stfed valce. Pokud je pfivedeno stiidavé napéti pro
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elektrody +x a -x, pnuti trubice zptsobi ohyb skeneru a posun v ose x. Napéti piivedené na
z-elektrodu zplisobi extenzi nebo kontrakci skeneru ve vertikalnim sméru.

Obecné feceno, prostiednictvim napéti privedeného na z-elektrodu se v kazdém
méfeném bod¢ stanovi soubor dat (pro AFM konstatni sila, pro STM konstantni proud).
V nékterych ptipadech je k ptimému méfeni z — posuvu skeneru pouzit vnéjsi senzor (viz.
kapitola hardwarova korekce skeneru).

Maximalni rozsah rastrovani miize byt dosazen jen pouzitim vhodného
piezoelektrického skeneru. Jeho délka, primér trubice, tloustka stény, deformacni
koeficient piezoelektrické keramiky, apod., pfimo ovliviluji rezim rastrovani. SPM napf.
uzivaji skenery, které vykazuji lateralni vychylku od zlomk® nanometrii do fadu desitek
pum.

Piezoelektrické skenery jsou klicovym prvkem SPM a tvofi prakticky srdce SPM
piistroje.
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